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Slovni vyjadieni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Ve své praci student shrnuje vyseldky méfeni charakteristik kiemikového detektoru ur¢eného pro
upgrade drahového detektoru experimentu ATLAS. Méteni probihala v Cistych laboratotich
UCIJF. Kromé podrovného popisu detektoru, experimentélniho uspofadaniho uspofadani a
kalibrace student proméfil zavislost signalu, Sumu, poméru signal vs Sum a tzv. cluster size na
tepolté v rozmezi 25 az -15 stupiid. Prace je psana anglicky srozumnitelnym jazykem, drobné
chyby zasadnim zptisobem nesnizuji dobrou ¢itelnost textu. Drobnou pfipominku bych mél k
nékterym pasazim popisijicim pouzity software, které mi pfipadaji zbyte¢né detailni. V textu se
také vyskytuje mnozstvi odbornych zkratek (napt. na str. 19 zkratky ASICS nebo CMOS), které
nejsou vysvétleny v textu ani ve slovnicku zkratek.

Po uspésné obhajobé doporucuji praca uznat jako diplomovou a ohodnotit zndmkou vyborné.
Piipadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

« Kam pfesné se injektuje kalibracni ndboj? Pfimo na elektrou stripu nebo nékde uvnitt vycitaciho
chipu?

* Je tepelny Sum jediny Sum zatéZujici signal? Nema vy¢itaci elektronika také néjaky vlastni Sum?
Je zanedbatelny?

* V kapitole "Threshold scans in beta tests" zminiujete dva zdroje signalu: tepelny gaussovsky Sum
a ionizaci beta elektrony, ktera se fidi Landau rozdélenim. Landau rozdéleni ma parametr mu,
ktery urcuje nejpravdépodobnéjsi hodnotu nédboje zanechaného v detertoru. Energie beta
elektronti z radioaktivniho zdroje Sr ovSem nemad ostrou hodnotu, ale sleduje urcité spojité
rozdeleni. Kazdy elektron tedy bude mit trochu jinou energii a tedy 1 parametr mu bude tedy
pokazdé trochu jiny (viz Bethe-Blochova formule, kterd zavisi na enrgii ionizujici ¢astice).
Tento efekt v kapitole nezminujete. Je tento efekt zanedbatelny v porovnani se Sitkou Landau
rozdéleni a gausovskym Sumem?

* Bylo by moZné trochu rozvést vysvétleni re-sampling metody? Jak jsou jednotlivé podvzorky
(subsets) definovany? Z popisu to neni uplné¢ ziejmé.
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